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SVNOPSIS:We present a new roeもhod measuring smat par日cies in a　もransparent met!iurn.

This method provides a cite-size analyzer for searching unkown some partic暮es　　七he

弼ediu隅｡　The basic principle is clue to count ng per川〔‖clもさ･ 0f side-robe of laser-

sca机e｢ed 一ight by a parHcle.

1.　はし,めに

コヒ-レントな光源であるレ一g一散乱による微粒子の､粒径､粒度分布､粒子位置を測定する各

種の方法が提案され､すでに一部は実周になっている｡　インラインホログラム法やフランホウハ

ウ前方回折法等が招いられている｡本研究では､粒子一個の粒径と位置を極めて簡便な方法で､測

定できる方法を､提案し､その原理と実験に付いて絹告する｡

2｡測定原理

旬　ミ一散乱理論から粒径が波長より大きい場合､後方散乱パターンはエアリーパターンになる事が

知られている｡そのサイドローブの周期性は､散乱粒径に依存する｡ Fig.1に示す様に粒子位置より

dだけ離れ泡Z軸治線上の光散乱強度は､近似的に次式と求められる｡

恒(2,頼=亀花2a唾′Å2(d2+22)
｡ [J i(2冗　a d/A cJ2♯22)/(2冗　a a/入　d2すZ2)] 2

･<a2/d2>[j甘く2花a a/入掃う丁許)コ　2

ここでJlは丑次のベッセル関数で､ aば粒子半径､ 7Lは波長である｡透明物体からの出射光は全反

射角で限定きれることを考えると(､同期の零点の数からFig.2に示すようにある範囲で､元の粒径を
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Tig｡1 Schematic Of side-robe of laser-

scattered light by a particle.
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7ig.2　Particle radii vs zero-poxnts of

per土od土C土ty of the side-robe.
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算出できる｡2ミクロン以下の粒径のものは､判定国葬となるが､それ以上の大きさのものは測定

可能となる｡

3｡レ-ザ散乱微粒子測定実験

アルコ▲ンレ-ザを伺い､ガラス中の気泡の粒計測定の実験を試みた｡その構成をFig.3に示す.

側面に散乱ざれたローブ光は､image一ine-sensor(15micron.2048elements)を用い光電変換して､

マイコンで信号処理し表示した｡ビジコンカメラで損影した散乱パターンの例を､Fiarix.射こL,めす｡

上方よりレ-ザヒ-ムが入射している｡理論的に予想された散乱パターンにほぼ等しい事が判る｡

この場合､視野はレンズによる｡

レンズによる視野を避けるために上記の実験では､1ine-sensorを用いている｡測定結果の例をF

ig.5,6.7にそれぞれ示す｡同異月性と粒径は必ずしも一致しないが､ほほ近い値が得られている｡

Line-sensor､の感度や背景雑音光などにより､粒径に対して常に等点数は少なく測定されているC

逢｡　まとめ

簡単な原理を用い､粒径を実時間で測定できる

新測定法を提案した｡ Line-sensorとし-ザヒ-ム

を平行移動することで､位置の測定も可能なことが

判る｡多重に粒子がある場合は問題であるが､感度

をあげ､強度も考慮すればミクロン以下の測定も

可能となろう｡

Fig. 3　Experimental arrangement.
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Fig.4　Photograph of side-
robe　て)attern.
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Fig.5　Measured pattern for 10　¥Jm rad‥　　　Fig.7　Measured pattern for　30　¥Jm rad..
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